
 

 

 

 

 

 

4.6 小型衛星 INDEX の環境試験について 
 
 

宇宙科学研究本部 宇宙探査工学研究系 

水野 貴秀 準教授 
 

This document is provided by JAXA.



 

 

This document is provided by JAXA.



 

 

This document is provided by JAXA.



 

 

This document is provided by JAXA.



 

 

This document is provided by JAXA.



 

 

This document is provided by JAXA.



 

通信、ＨＫ、姿勢、工学ミッション機器、理学ミッション機器、
電源系に関する試験、ＥＭＩ試験が含まれている。
計算機システムを統合化装置としたこともあって、開発中
の全試験測定を通して、最も多くの延べ人数と時間を投入
した試験である。
コネクタの接合からオシロスコープの設定、禁止事項まで
全て手順書を徹底して整備して誤操作を防止。
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質疑応答 
 

問 1  

今日の発表の中心となっている磁力の話とは違うのですが、温度と発生電力の軌道上

評価をされていれば結果を教えていただけないでしょうか。 

 

 答 1  

データは持っていないのですが、発生電力に関しては、反射パネルで太陽光の電力の

増加をもくろんだわけですけれども、それはもくろみ通り出ています。温度に関しては

ウォッチしていませんでした。 

 

問 2  

では、発生電力についてもう少し教えてください。インデックスの場合、リフレクタ

というものが付いているようですが、JAXA で扱ってきた衛星に採用されているのは初め

て見ました。実は、たまたま私がコンタミネーションについていろいろ調べておりまし

た折に、外国の衛星で同じようにこのリフレクタ付きの太陽電池パドルを採用している

ことを知りました。 

 

答 2  

ボーイングですね。 

 

問 3  

そうです。そのボーイングの衛星の発生電力が予想以上に落ちてしまったという論文

も読んだことがありまして、もしかしてこの衛星でも同じような問題があるのだろうか、

と思い質問をさせて頂きました。 

 

答 3  

私は膜の材料をすぐに思い出せないのですが、当初予定していた材料ですと、反射板

部分の温度が太陽電池部分の温度よりも低くなりまして、コンタミネーションが吸着し

て電力が落ちてしまうということが予想されました。実は、それはフランスの企業の方

から指摘されたのですが、そのフランスの企業の方と共同でシミュレーション等を行い

まして、膜の材料を変えました。温度が若干高くなるように材質を設計しております。

ですので、そういった要因による電力の低下は見られていません。 
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問 4  

フィードマッピング法で磁気モーメントを測定されたと思いますが、三軸フラックス

ゲート型の磁気センサを二台使用している理由を教えてください。 

 

答 4 

二台使っているのは、距離を二通りとるためというふうに理解しています。今ご覧い

ただきましたパワーポイントでもブームが伸びているときに 3ｃｍ置きにデータを取る

という説明をさせていただきましたが、距離を置いて校正する手法なのだと思います。 

 

問 5 

球面マッピング法は普通一台の磁気センサで十分だと思いますが、二台使われていた

ので何か理由があると思いました。測定精度を上げるために供試体とセンサ間の距離が

違うところで測ったデータを使って校正しているようですが、もしよろしければ後ほど

その方法について教えてください。 

 

答 5 

はい、分かりました。 

 

問 6 

電気系試験のところで EMI 試験をされたと書いてありますが、この試験の規格はどの

ようにして決められたのでしょうか。 

 

答 6 

EMI 試験と書いてしまい、「しまったな」と思っていたのですが、こちらのかたに EMI

試験と言うと、おそらく単体でアンテナを向けてどのぐらい放射しているかとか、ある

いは外部から加えてそれがどれぐらい干渉するかということを試験するものとご想像さ

れてしまうのではないかと思いますが、我々はそういう試験は全部省きました。何をや

ったかと申しますと、まず、基本的にノイズを出さないようにする、受けないようにす

る、ということを事前に対処しておきまして、その後、一時噛み合わせ試験というもの

で噛み合わせて、それからランニング試験と私は称しましたけれども、すべてを接続し

て試験をしていく中で、干渉が起きていないかどうかという点を確認していく。EMI 試

験と我々は呼んでおりましたけれども、EMI を受けやすいと思われる機器を対象に、一

つ一つ別の機器を立ち上げながら干渉をチェックするということを致しました。ですか

ら、MIL の規格等がありますけれども、規格は採用致しておりません。 
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